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[ JUSTIFICACION DEL CURSO

)

Familiarizar al alumno con diversas técnicas utilizadas
para realizar la caracterizacion de materiales asi como

conocer los fundamentos tedricos en que se basan dichas
técnicas.

[ OBJETIVO DEL CURSO

)

Presentar los fundamentos tedricos de diversas técnicas
analiticas cominmente usadas para caracterizar a los
materiales. Utilizando los principios basicos, entender la

operacion de los instrumentos y equipos asociados a
estas técnicas, asi como el ajuste éptimo de sus
parametros de operacion.

Presentar la aplicacion practica de estas técnicas.

( CONTENIDO TEMATICO

INTRODUCCION

1. Cristalografia, Diagramas de Fase y Microestructuras.
3 horas.
Obijetivo: Se le dara al alumno los fundamentos tedricos
en que se apoyan las técnicas de caracterizacion.
1.1.Fundamentos de cristalografia
1.2. Clasificacién de Pearson y Strukturbericht
1.3. Diagramas de fase
1.4. Determinacion de diagramas de fase.

2. Resumenes de Métodos Analiticos. 2 horas.
Objetivo: El alumno tendra un panorama global de los

alcances y aplicaciones de las técnicas de caracterizacion.

1. Espectrometria de absorcién atomica.

2. Espectrometria de Rayos X.

3. Espectroscopia de absorcidn ultravioleta/visible.

4. Espectroscopia infrarroja.

5. Espectroscopia Raman.

6. Espectroscopia electrénica Auger.

7. Espectroscopia Mosbauer.

8. Resonancia magnética nuclear.

9. Analisis de imagenes.

. Metalografia optica.

. Difraccion de Rayos X en polvos.

. Difraccién de Rayos X en monocristales.

. Microscopio electronico de transmision.

. Microscopio electrénico de barrido y Microsonda.

. Combustion de alta temperatura (carbonémetro y
azufrémetro).

16. Analisis térmico diferencial.
17. Termogravimetria.
18. Calorimetria diferencial de barrido.

3. Difraccion de rayos X. 15 horas.
Objetivo: El alumno conocerda los fundamentos y
aplicaciones de la difraccion de rayos X para la
caracterizacion de materiales cristalinos.
3.1 Produccién y propiedades de los rayos X.
3.1.1. Origen. Espectro continuo vy
caracteristico.
3.1.2. Absorcion y fluorescencia.
3.1.3. Fuentes para generar rayos X.
3.1.4. Produccion de radiacion monocromatica.
3.1.5. Deteccion de rayos X.

espectro

3.2. Teoria de difraccion.

3.2.1. Dispersion de rayos X por electrones, &tomos y
celdas.

3.2.2. Ley de Bragg.

3.2.3. Intensidad de picos de difraccion y factores que
la afectan.

3.2.4. Calculo de factor de estructura.

3.2.5. Célculo de patrones de difraccion.

3.3. Métodos experimentales.
3.3.1 Preparacion de muestras
3.3.2. Métodos de cdmara.
3.3.3. Difractémetro de polvo.
3.3.4. Adquisicion de datos de difraccion.



3.4. Aplicaciones.
3.4.1. Determinacion de parametros de red y estructura
cristalina.
3.4.2. ldentificacion de fases (analisis cualitativo).
3.4.3. Analisis cuantitativo de fases.

4. Técnicas Metalograficas. 3 horas.
Objetivo: El alumno aprenderd a asociar caracteristicas
microestructurales con propiedades y problemas en
materiales metalicos.

4.1. Microscopia éptica.
4.2. Analisis de imagen.

5. Microscopia electronica y microanalisis. 15 horas.
Objetivo: El alumno conocera los fundamentos de
formacion de iméagenes en microscopia electronica, asi
como el del microandlisis quimico.
5.1. Interaccion haz de electrones-muestra.

5.1.1. Dispersion eléstica e inelastica.

5.1.2. Electrones secundarios, retrodispersados y

Auger.
5.1.3. Rayos X caracteristicos.
5.1.4. Volumen de interaccion

5.2. Microscopio electrénico de barrido (MEB).
5.2.1. Componentes principales de un MEB.
5.2.2. Cafién de electrones, sistema de lentes ,

detectores.
5.2.3. Proceso de formacidn de la imagen.
5.2.4. Condiciones de operacion y limitaciones.

5.3. Microscopio electrénico de transmision (TEM).

5.3.1. Componentes principales de un TEM.

5.3.2. Mecanismo de formacidn de la imagen.

5.3.3. Difraccion de electrones.

5.3.4. Teoria dinamica y cinematica de los

electrones.
5.4. Microanalisis con rayos X.

5.4.1. Espectrornetro de dispersion de energia de
rayos X (EDX)

5.4.2. Espectrometro de longitud de onda de rayos X
(WDX).

5.4.3. Comparacion entre EDX y WDX.

5.4.4. Andlisis quimico cualitativo con EDX y
WDX.

5.4.5. Analisis quimico cuantitativo con EDX y
WDX. Método ZAF.

5.4.6. Aplicaciones de EDX y WDX.

6. Técnicas Espectroscopicas. 5 horas.
Objetivo: ElI alumno conocera los fundamentos y
alcances de las técnicas espectroscopicas.

6.1. Espectrometria de absorcion atémica.

6.2. Espectroscopia de emision atomica por plasma
inductivo acoplado (ICP)

6.3. Espectroscopia infraroja.

6.4. Espectroscopia Rarnan.

6.5 Espectroscopia de impedancias

7. Andlisis Térmico. 5 horas.
Obijetivo: El alumno conocera los fundamentos, alcances
y aplicaciones del andlisis térmico.

7.1. Calorimetria diferencial de barrido, DSC

7.2. Andlisis térmico diferencial, ATD

7.3. Termogravimetria, TG

7.4. Aplicaciones de ATDy TG

( METODOLOGIA

)

Exposicién oral de los temas correspondientes por el
profesor, auxiliado de material audiovisual (acetatos y
diapositivas). Se pide a los alumnos desarrollar un

trabajo de investigacion sobre algin método especifico
de caracterizar un cierto material.

( EVALUACION

Asistencia a clases y tareas 30%

Para obtener calificacién aprobatoria en el curso el

Presentacidn de trabajos 20% alumno debera acreditar el laboratorio correspondiente.
Examenes escritos 50%
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